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Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Les normes futures de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus.
Le titre des normes existant déja dans cette série sera mis a jour lors d'une prochaine édition.
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Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing
standards in this series will be updated at the time of the next revision.
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Partie 3: Noyaux ETD et E

1 Domaine d'application

Cette p;lirtie de la norme CEIl 60424 est un guide relatif aux limites ad dgularités
de surface applicables aux noyaux ETD et E ainsi que d'autres <gé noyaux
similairgs, conformément a la spécification générale associée.

La présgnte norme est une spécification utile aux négociations noyaux
en ferrite et leurs clients a propos d'irrégularités de surface.

2 Reéférences normatives

Les doduments normatifs suivants con 'nnent es ol ity i, par suite de la r¢férence
qui y egt falte constltuent des dispositi ' esefite partie de la CE| 60424.

Pour le gvisions de ces publicgtions ne
s'applighent pas. Toutef0|s Ies parties p ondés sur la présente partie de
la CEI d'appliquer les éditions les plus lécentes
des documents normatifs indiqués ci-apres. références non datées, la derniér¢ édition
du document normatif enéf embres de la CEIl et de I'lSO pdssedent
le regisfre des Normes intexnatio

CEIl 60424-1:1999\N ] i elatif aux limites des irrégularités de slrface —
partie 1} Spécifi &né

CEIl 611 ans les
alimentati

CEIl 612 t piéces
associé

3 Lirrlites des i larités de surface

3.1 Eclats et angles ébréchés

3.1.1 Eclats et angles ébréchés sur les surfaces de contact (voir figures 1 et 2)

Les aires d'éclats figurant sur les surfaces de contact (irrégularités C1 et C1' des figures 1 et

2) ne doivent pas dépasser les limites suivantes:

— l'aire cumulée des éclats doit étre inférieure a 6 % de la surface de contact (taillée en

entrefer ou non) de la jambe centrale;

— la longueur totale d'angles ébréchés doit étre inférieure & 25 % du périmétre de la
concernée.

surface
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Part 3: ETD-cores and E-cores

licable to

ETD-cofes, E-cores and other similar shapes in accordance with the rel specifi-
cation.

This stgndard is a specification useful in the negotiations between Bcturers
and cusfomers about surface irregularities.

2 Notmative references

The foll Nis text,
constitu dments
to, or revisions of, any of these pubjication ements
based gn this part of IEC 60424 are ying the
most regent editions of the normative docume ces, the
latest ind IEC
maintai

IEC 60424-1:1999, Ferfite General
specification

IEC 61 185:199@51 supply
applicatfjons — Dim

IEC 61446:1994, sociated
parts — Dime

3 Limit gularities

3.1 Chips'and ragged edges

3.1.1 Chips and ragged edges on the mating surfaces (See figures L and 2)

Areas of the chips located on the mating surfaces (C1 and C1' irregularities of figures 1 and 2)
shall not exceed the following limits:

— the cumulative area of the chips shall be less than 6 % of the mating surface (whether
gapped or ungapped) of the centre leg;

— the total length of the ragged edges shall be less than 25 % of the perimeter of the relevant
surface.
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Eclats et angles ébréchés sur les autres surfaces
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Les aires admissibles des éclats sont doublées par rapport aux limites relatives a la surface de
contact (voir tableau 1 pour les noyaux ETD, tableau 2 pour les noyaux E).

La regle pour les angles ébréchés est la méme que pour la surface de contact.

Les aires admissibles des éclats pour un noyau donné sont résumeées dans les tableaux 1 et 2.

Les modéles de noyaux indiqués dans les tableaux 1 et 2 correspondent aux noyaux définis

dans la CEI 61185 et la CEIl 61246.

Tableau 1 — Aires admissibles d'éclats pour les noyaux ET

Dine sionwm

offes carrés

Modele de noyau

Surfaces de contact

g e

ETD19 <25 s
ETD24 <3,5 < \ \‘ \<7
ETD29 <4 N \ <8
ETD34 <6 ( 2 ) <125
ETD39 <8 (\\// \ <15
ETD44 < <Q ° ( K ) )\/ <20
ETD49 X 2 \ <25
ETD54 (<t N\ <35
ETD59 \ &23\ <45

d'éclats pour les noyaux E

Dimensions en millimeét

res carrés

Modéle de

\\(\ N
A
S

o

urfaces de contact

Autres surfaces

E5:3/2 \ <05 <0,5

k§,3/2 \ <0,5 <0,5
< \IQ}KZ \ \ <0,5 <1
\wﬁ \ <0,5 <1

E10/3 <1 <1,5
E13/4 <1 <2
E16/5 <1,5 <3
E20/6 <2 <4
E25/7 <4 <7
E32/9 <5 <10
E42/15 <12,5 <25
E42/20 <15 <30
E55/21 <20 <40
E55/25 <25 <50
E65/27 <30 <60
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Chips and ragged edges on other surfaces

The allowable areas of chips are doubled as compared to the limits for the mating surface (see
table 1 for ETD-cores, table 2 for E-cores).

The rule for ragged edges is the same as for the mating surface.

Allowable areas of chips for a given core are summarized in tables 1 and 2.

The core sizes given in tables 1 and 2 correspond to the cores defined in IEC 61185 and

IEC 61246.
Table 1 — Allowable areas of chips for ETD-cores
e//%g lon‘Wre hillimetres
Core size Mating surfaces th sur cé/
ETD19 <25 AKX <\
ETD24 <3,5 & \ \ X7
ETD29 <4 / =\ <8
ETD34 <6 . ( {7 R \/ <12,5
ETD39 ALY > <15
ETD44 \ <§s\ \ \ ~ <20
ETD49 N <IasN\ <25
ETD54 7,5 > <35
ETD59 /\\ N2 N <45
eas of ch|ps for E-cores
Q Dimensions in square rillimetres
Core S|zy\ Watlng surfaces Other surfaces

E5,3/§\ \ \/ <0,5 <0,5
Q/Gyi\ \ <0,5 <0,5
IE‘S\IZ \\ \ <0,5 <1
E8\§g \\) <0,5 <1

El x <1 <1,5
E13/4 <1 <2

E16/5 <1,5 <3

E20/6 <2 <4

E25/7 <4 <7

E32/9 <5 <10
E42/15 <12,5 <25
E42/20 <15 <30
E55/21 <20 <40
E55/25 <25 <50
E65/27 <30 <60
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Surfaces de contact

C1

Angles
ébréchés

Figure 1 — Localisation des éclats sur les™s

Surfaces de ¢6

Angles

ébréchés IEC 726/99

Figure 2 — Localisation des éclats sur les noyaux E

Les surfaces et longueurs de référence pour le contréle visuel sont données dans le tableau 3.
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Mating surfaces

- C1
//’ -+-— C2
C1
Ragged
edges
C 725/99
Figure 1 — Chip location for, Okes

. cr
Mating surface

Ragged
edges IEC 726/99

Figure 2 — Chip location for E-cores

Area and length reference for visual inspection are given in table 3.
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Tableau 3 — Surfaces et longueurs de référence pour le contréle visuel

Surface A B C D E Surface A B C D E

2

o--—L12,5mm2..-_k

0,5 mm

1,0 mm

15,0 mm?

o
-
i
|
Vv

1.5 mm? [ n - — A

A

A

2

2,0 mm ) H | = -— A 17 5 mm2 .

2,5 mm

20,0 mm? .
30mm? | @ | W | mm | e c

1 b

I
VY ryrryrrvorbrwr

35mm? | @ | W | mm | 0 r@/{ ——
40mm? | @ | W \
4,5 mm?

5,0 mm?

40,0 mm?

BN VE G0 DA

=Illl®/ﬁ>l

45,0 mm? .

n<
e
3
X
A

90mm? | @ -
50,0 mm?® I
woomm?| @ . —
Echelle 1:1
1mm - 2mm = 3MM 4 MM —

5MM e 7,5 MM e 10 mm

IEC 674/99
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Table 3 — Area and length reference for visual inspection

Area A B C D E Area A B C D E

os5mm* | o | m | = | = | x l125mm’| @ | [ | . k

1,0 mm

15,0 mm? ® B == ==

e
8
X

P.0 mm [ H | == | = A 17 5 mm2 .

P.5 mm

20,0 mm? .
pomm? | @ | B | wm == | A C >

B5mm? | @ .-—Lz,rré(i —
omm? | @ | W
1,5mm2

y :

5,0 mm 2

[

4
)
R \@Y

,0mha? }
®
®

5,0mm

Nt

40,0 mm?

104 141
y vy v v ¥, 7 )r

45,0 mm?

9,0 mm

50,0 mm?

.

1
l
vV vy yryry vy rsr

10,0 mm?

I

Scale 1:1
1mm - 2mm = 3mMmM e 4 MM —

5MM 7,5 MM e 10 mm

IEC 674/99
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Les limites de fissures a différents endroits du noyau montrées aux figures 3 ou 4 sont

données dans le tableau 4.

3.3 Bavure

Il ne doit pas y avoir de bavure dans la zone de passage des fils du noyau.

3.4

Collages (voir figure 3 ou 4)

Pour les noyaux ETD, l'aire cumulée de collages du noyau doit étre inférieure a 25 % de l'aire

totale deg-ta—strface—concernée:

Pour les

considérée.

S5

S5"

noyaux E, l'aire cumulée de collages du noyau doit étre i

Qv
\

ieurg a\2s de l'aire

m
x
[0}
3
=
@D
Q.
@D
o
Q
<
c
@D

IEC 727/99

Figure 3 — Localisation des fissures et collages pour les noyaux ETD
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3.2 Cracks

The limits for cracks at various locations shown in figures 3 or 4 are given in table 4.

3.3 Flash

There shall be no flash extending from the core into the wire-slot.

3.4 Pull-outs (see figures 3 or 4)

For ETD-cores the cumulative area of pull-outs of the core shall be less than 25 % of the total
respective surface area.

(=}

For E-clores the cumulative area of pull-outs of the core shall be }ess than of the

S2

S
\ D \ ) Example of flafh
T s

Ry

&

N s5"

IEC 727/99

Figure 3 — Cracks and pull-out location for ETD-cores
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